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MODERNES INDUSTRIELLES

RONTGEN UND MODERNE
INDUSTRIELLE CT

XT H Serie
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Die Rontgen-Computertomografie (CT) dient seit
vielen Jahren in Labors zur zerstérungsfreien
Untersuchung des Inneren von Proben wie
Fossilien und antiken Artefakten. Fir dieses
wissenschaftliche und forschungsbezogene
Interesse gibt es Uberzeugende Griinde: Die

CT kann Hohlrdume, Risse, Grate und andere
UnregelmaBigkeiten in Teilen und Baugruppen
zerstérungsfrei erkennen.

Diese wertvolle Technologie wird nun in
zunehmendem Mal3e fur die Qualitatskontrolle
und die Messtechnik in den Produktionsstatten
eingesetzt. Durch die Kombination von spezieller
Hardware und innovativer Software liefert die

XT H-Serie von Nikon die Effizienz, Zuverlassigkeit
und Genauigkeit, die fir Anwendungen auf
Produktionsniveau erforderlich sind.

Grund far die Flexibilitat der XT H-Serie sind die
konfigurierbaren, hochmodernen Komponenten,
einschlieBlich der austauschbaren Rontgentargets
zur Optimierung far unterschiedliche Materialien.
Diese anpassungsfahigen Systeme kénnen fir
die Inspektion eines breiten Spektrums von
Probentypen und -gréBen eingesetzt werden, um
verschiedene industrielle Inspektionsaufgaben am
Arbeitsplatz zu meistern.
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Sehr vielseitig einsetzbar

Gussgehause fur Turbolader  Turbinenschaufel

Batterie

Geteilte Gluhbirne Kunststoffverbinder

Oberschenkelknochen

Medizinischer Injektor

Wo auch immer die innere Struktur von Bedeutung ist, dient
die Rontgen- und CT-Technologie als effizientes Werkzeug,
das wertvolle Informationen liefert. Die detaillierte Erfassung
und Messung von innenliegenden Merkmalen sind fur die
Qualitatskontrolle, Fehleranalyse und Materialforschung in
verschiedenen Branchen entscheidend.

e Fehlererkennung und -analyse

* Montagetberpriifung von komplexen Mechanismen
* Dimensionierung der internen Komponenten

e Vergleich von Teil und CAD

* Moderne Materialforschung

¢ Analyse von biologischen Strukturen

e Digitale Archivierung von Modellen

AUTOMOBILBRANCHE

Elektrische AnschlUsse

e EinspritzdUsen

e Sensoren (z. B. Lambdasonde)
e LED-Lichtschlauche

e Kleine Druckgussteile

DPF (Dieselpartikelfilter)

LUFT- UND RAUMFAHRT

e Wachsturbinenschaufeln

e Titanturbinenschaufeln

e Rissanalyse in Komponenten
* Analyse von Schweifndhten

KUNSTSTOFF-SPRITZGUSS

e Komplexe Kunststoffteile (z. B. Lufter)

e Weiche, lichtdurchlassige Materialien, bei denen haptische
oder optische Lésungen nicht moglich sind

e Kunststoffteile, die mit Ultraschall geschweiBt werden

PHARMAZEUTISCH/MEDIZINISCH

¢ Medikamentenspender

e Kleine medizinische Geréate (Instrumente, Stents,
Herzschrittmacher usw.)

¢ Kleine Kunststoff- oder Verbundstoffteile

e Knochenstrukturen

e Implantate (Zdhne, Hifte, Knie, Schadel)

FORSCHUNG

e Materialprifung und -analyse (z. B. Struktur, Porositat,
Defekte)

e Paldontologie (z. B. Knochen, Schadel, Fossilien)

e Geologie und Bodenkunde

e Archdologie

e Erneuerbare Energien (Batterien, Solarzellen usw.)



% Réntgenquellen

INTERNE ENTWICKLUNG UND HERSTELLUNG

Die Rdntgenquellen von Nikon Metrology bilden das Herzstiick unserer
Technologie. Sie werden bereits seit 1987 intern von uns entwickelt
und hergestellt und vereinen somit das Know-how von mehreren
Jahrzehnten. Dank der Beherrschung der Rontgenquellentechnologie
kann Nikon Metrology schnell und flexibel auf aktuelle
Marktentwicklungen reagieren und innovative Komplettlésungen
entwickeln. Alle Quellen verfligen Uber ein Open-Tube-System, was

zu niedrigen Betriebskosten fuhrt, und umfassen ein Spektrum von
niedrigen (180) bis mittleren (225) kV, alle mit einer Auflésung im
Mikrometerbereich.

Eine Rdntgenrdhre, vier Target-Module,
grenzenlose Anwendungen

180-kV-TRANSMISSIONSTARGET

- FlussigkeitsgekUhltes Transmissionstarget

- Merkmalserkennung im Submikrometerbereich

- Hohe Auflésung bis zu 180 kV

- Optimal fur die hochauflésende CT-Pruifung kleiner Objekte

g Nikon

XT H 225

XT H 225

Die detaillierte Erfassung und
Messung von innenliegenden
Bauteilen und Baugruppen sind far
die Qualitatskontrolle, Fehleranalyse
und Materialforschung haufig
entscheidend. Das vielseitige XT H
225-System der Einstiegsklasse bietet
eine Mikrofokus-Rontgenquelle,

ein Prufvolumen fur kleine bis
mittelgroB3e Teile und eine hohe
Bildauflésung. Das XT H 225 wurde
fur die ultraschnelle CT-Rekonstruktion
in zahlreichen Anwendungen
konzipiert und erméglicht

unter anderem die Prifung von
Kunststoffteilen, kleinen Gussformen
und komplexen Mechanismen sowie
die Erforschung von Materialien und
Prufobjekten aus der Natur.

225-kV-REFLEXIONSTARGET

- Flussigkeitsgekuhltes Reflexionstarget

- Minimale BrennfleckgréBe von 3 um

- Hohe Auflésung bis zu 225 kV

- Herausragende Bildqualitat und hohe Auflésung fur ein
breites Spektrum von Prifobjekten

225-kV-ROTATING.TARGET 2.0

- Flussigkeitsgekuhltes, rotierendes Reflexionstarget

- 3-mal hohere Auflésung bei gleicher Energie im Vergleich zu
statischem Target

- 3-mal hohere Energie bei gleicher Auflésung im Vergleich zu
statischem Target

- FUhrt zu erheblich kirzeren Scanzeiten

- Keine Abkuhlzeiten; Dauerbetrieb mit eindrucksvoller
Leistung von bis zu 450 Watt

225-kV-MULTIMETALLREFLEXIONSTARGET

- Branchenweit einzigartiges Multimetall-Target

- Optimierung des erzeugten Réntgenprofils

- Materialwechsel ohne Zerstérung des Vakuums

- Unerreichte Flexibilitat fir komplexe Anwendungen

- Vielseitige Moglichkeiten zur Kontraststeigerung, perfekt
fur die Materialforschung und mehr

EINFACHE BEDIENUNG

Die Benutzer sind innerhalb weniger
Tage Schulung mit dem System
vertraut. Ein CT-Assistent

begleitet den Bediener durch den
Datenerfassungsprozess.
Anpassbare Makros automatisieren
den Messablauf, und die

enge Integration mit der
branchenublichen Volume
Graphics-Software rationalisiert den
Entscheidungsprozess.

FLEXIBILITAT BEI DER CT

Fur spezielle Anwendungen sind
detailliertere Bilder oder eine hdhere
Genauigkeit erforderlich. Das XT

H 225 kann mit verschiedenen
Flachbilddetektoren oder
Quellenkonfigurationen (Reflexions-/
Transmissions-Target) eingerichtet
werden, um die Auflésung an die

Anforderungen der Probe anzupassen:

voller Teil in grober Auflésung

und hohe Auflésung in einem
gewiinschten Bereich von Interesse.
Eine kleine BrennfleckgroBe und ein
hochauflésender Flachbilddetektor
sorgen fur scharfe Bilder.

ALLE NIKON METROLOGY CTSYSTEME
BIETEN FOLGENDE MOGLICHKEITEN

- Komplexe innen liegende Strukturen Gberprifen
- Enthaltene Komponenten isolieren und Gberprifen
- Prufobjekte von innen vermessen, ohne das Objekt zu

zerteilen

- Interne Lunker/Volumina automatisch auffinden und

messen

- Innen- und AuBenflachen einfach sichtbar machen

- Die gesamte Prufzeit verklrzen

- Die Anzahl der Wiederholungen zur Feinabstimmung
von (Vor-)Produktionsparametern senken(pre-)

production parameters

NIEDRIGE BETRIEBSKOSTEN

Unabhangig vom gewahlten Target
verwendet das XT H 225-System

eine offene Rontgenquelle, wodurch
niedrigere Betriebskosten garantiert
sind. Die offene Rontgenrohre
ermdglicht eine Wartung der internen
Rohrenkomponenten vor Ort, anstatt
die gesamte Rohre auszutauschen. Das
XT H 225-System ist unabhangig und
schnell zu installieren. Es sind keine
besonderen Bodenaufbereitungen
erforderlich.




XT H 225 ST 2x

Das XT H 225 ST 2x-Prifsystem e
eignet sich fr ein breites Spektrum -
—

an Materialien und ObjektgroBen.
Je nach Anwendungszweck kann f

das System mit verschiedenen
erstklassigen Flachbilddetektoren
mit einer Auflésung von bis zu
2.880 x 2.880, 150 pm Pixel
konfiguriert werden, um es

B |

XT H 225 5T 2x

optimal an die jeweilige Anwendung _ — -
anzupassen.

Funktionen zur Steigerung der |
Scangeschwindigkeit, Verlangerung der =
Systembetriebszeit und Beibehaltung

der Messgenauigkeit in Kombination mit
austauschbaren Rontgentargets und motorisierter
FID-Korrektur machen das System zu einer flexiblen
Losung fur Qualitatslabors, Produktionsanlagen,
F&E-Abteilungen und die wissenschaftliche

Forschung.
VERFUGBARKEIT UND MOTORISIERTE FID
PRODUKTIVITAT Das XT H 225 ST 2x verfugt tiber eine

Das intelligente Management der
Rontgenquelle durch Auto.Filament
Control verdoppelt die Lebensdauer
des Filaments, ohne auf langlebige
Gluhfaden angewiesen zu sein, die die
hochauflésende Mikrofokussierung der
Quelle beeintrachtigen wirden.

Wird das Filament weniger haufig
ausgewechselt, steigt auch die
Systemverflgbarkeit.

motorisierte FID-Einstellung (Focus to
Imager Distance), mit der der Benutzer
den Abstand zwischen Réntgenquelle
und Detektor mihelos verandern
kann. Eine kirzere FID ermdglicht
schnellere Scanzeiten bei einer
bestimmten Auflésung oder alternativ
ein hoheres Signal-Rausch-Verhaltnis
flr eine bessere Bildqualitat.

BEISPIELLOSE FLEXIBILITAT

Eine einzige Mikrofokus-
Rontgenquelle (225 kV) mit vier
Targetkopfen bietet eine bislang
unerreichte Flexibilitat. Zur
Optimierung der Systemleistung
sind alle Targets durch den Benutzer
schnell und muhelos austauschbar.
Somit entfallen die zusatzlichen
Kosten fir den Kauf und die
Wartung einer zweiten Strahlenquelle
und des Zubehors.

MCT235

ABSOLUTE GENAUIGKEIT

Das MCT225 ist mit vom National Physical Laboratory (NPL)
und vom britischen National Metrology Institute (NMI)
anerkannten Genauigkeitsstandards vorkalibriert und
gemaB den Anforderungen der Richtlinie VDI/VDE 2630
.Computertomographie in der dimensionalen Messtechnik”
zertifiziert. Absolute Genauigkeit garantiert Messsicherheit
ohne Referenzmessungen. Prifobjekte werden fur die
Messung einfach auf einem Drehtisch in der Kabine platziert.
Mehrere wichtige Messfunktionen sorgen fur langfristige
Hardware-Stabilitat und erméglichen es dem MCT225, eine
MPE(SD) von 9+L/50um zu erreichen.

ALLE ANALYSEN IN EINEM RUTSCH

MCT225

Die Dimensionsprifung mit der
industriellen CT hat viele Vorteile, da
alle InnenmalBBe gemessen werden,
ohne das Teil zu zerstéren. Metrology
CT ist durch die Kalibrierung von
Scans mit Referenzmessungen

oder mit einem messtechnischen
Bewertungssystem maoglich.

Das MCT225 ist nach den
Genauigkeitsstandards der VDI/

VDE 2630-Richtlinien fir die
Computertomographie in der
dimensionalen Messung vorkalibriert.
Mehrere wichtige messtechnische
Aspekte ermdglichen eine
beeindruckende absolute Genauigkeit
von 9+L/50um bei gleichzeitiger
langfristiger Stabilitat.

MERKMALE

- Temperaturkontrollierte Kabine

- Flussigkeitsgekihlte Réntgenquelle

- Per Finite-Element-Methode optimierter Manipulator
- Hochprazise Linearfuhrungen

- Hochauflésende optische Drehgeber

- Hochauflésender 4-Megapixel-Detektor

Dimensionierung / GD&T
CAD-Vergleich

Hohlraumanalyse



Intelligente Software

Eine intuitive und benutzerfreundliche Software

ist unerlasslich, um das CT-Scannen komplexer
Proben fir eine prazise Prafung zu vereinfachen.
Inspect-X wurde intern entwickelt, um den Prozess
der Erfassung und Rekonstruktion von CT-Daten
sowohl fir fortgeschrittene als auch far unerfahrene
Benutzer zu optimieren. Im Mittelpunkt von
Inspect-X steht eine intelligente Lésung, die den
Nutzern nur die Informationen liefert, die sie gerade
bendtigen, und so ihre Arbeit vereinfacht.

SCHNELLE REKONSTRUKTION
Industrieweit fihrende Rekonstruktion,
intern entwickelt und gesteuert.

EINFACHE OBERFLACHE

Mit einem groBBen Réntgenbild und klaren Symbolen
erleichtert die einfache Benutzeroberflache die
Einarbeitung der Anwender.

FLEXIBLE LOSUNGEN

Inspect-X verfugt Uber mehrere
Scantechniken fir die anspruchsvollsten
Anwendungen, vom konventionellen
kreisférmigen CT-Scannen bis hin zu
X.Tend, das die vertikale Scanhohe des
Rontgensystems erweitert, und Limited
Angle, einer Methode zur Verbesserung
der Auflésung kleinerer relevanter
Regionen auf einer Probe.

FREI PROGRAMMIERBARE SOFTWARE
Inspect-X ist auf dem Markt fur Réntgen-
Computertomografen einzigartig, da es

durch seine programmierbare Schnittstelle
eine beispiellose Kontrolle bietet. Es gibt
unzahlige Moglichkeiten fur kundenspezifische
Untersuchungen, z. B. Zeitraffer-CT oder die
vollstandige Integration des Systems in

lhre Produktionslinie.

CT-ASSISTENT
Intuitive Erklarung der Schritte zur
Erfassung von CT-Daten.
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EIN KNOPFDRUCK

Sobald der Bauteiltyp aus der Scan-Bibliothek ausgewahlt
wurde, gentgt ein einziger Knopfdruck, um den Scan

zu starten, die Daten zu rekonstruieren, die Analyse
durchzuftihren und eine Ergebnisdatei zu erzeugen.

Nikon CT Automation Ein
bedeutender Schritt auf dem

Weg zur Null-Fehler-Produktion

BATCH-INSPEKTION ALS STANDARD BEI
INSPECT-X-SOFTWARE

Die Serienprifung ermoglicht die Automatisierung
mehrerer Scans mit manueller Teilehandhabung.
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SERIENPRUFUNG MIT AUTOLOADER

Die halbautomatische Priifung erméglicht die
Automatisierung aller Aufgaben bei
Mehrfachbesttickung.

VOLLSTANDIGE AUTOMATISIERUNG
MIT NIKON AUTOMATION OPC
UA-SCHNITTSTELLE

Die Inline-Automatisierung ermoglicht die vollstandige
Integration in Ihre FertigungsstraBe.




Moderne Scantechnologien
verbessern Aufldsung,

Scanvolumen und -geschwindigkeit

X.Tend Helical CT

GroBe Objekte kdnnen in einem einzigen Aufnahmevorgang gescannt
werden, wodurch Artefakte, die durch den Kegelstrahl und das Stitching
mit mehreren Scans entstehen, vermieden werden. Dies bietet auch den
Vorteil, dass Objekte mit hoherer VergroBerung gescannt werden kénnen,
was zu einer deutlich hoheren Auflésung fuhrt.

» 400 mm groBes Raketenfeuerwerk [gescannt mit X.Tend Helical CT]

Offset.CT

Objekte, die breiter sind als der Detektor selbst, kénnen in einem einzigen
Scanvorgang erfasst werden. Dadurch kénnen auch kleinere, breite
Objekte mit deutlich héherer VergroBerung gescannt werden, was eine
bessere Detailgenauigkeit ermdglicht.

P Beheiztes Autolenkrad [gescannt mit Offset.CT]

Half.Turn CT

Entwickelt fur Umgebungen mit hohem Durchsatz, in denen schnelle
Zykluszeiten oberste Prioritdt haben. Dieser Produktivitatsgewinn wird
durch die Erfassung und Rekonstruktion von etwa der Halfte der Daten im
Vergleich zur konventionellen kreisférmigen CT ohne Verlust an Auflésung
oder Bildqualitat erreicht.

P Batteriepack Lithium-lonen-Zelle [gescannt mit Half. Turn CT]

Tilted CT

Maximale geometrische VergroBerung und damit Auflésung von flachigen
Objekten oder Objekten mit hohem Seitenverhaltnis und kleiner relevanter
Region. Ermoglicht wird dies durch die Neigung der Drehachse der
Komponente, die auch in Bereichen, die zuvor durch dichteres Material
verdeckt waren, eine bessere Bildqualitat bietet.

P Zylindrische Aluminium-Extrusion [gescannt mir Tilted CT]

Circular CT

10

Moglichkeit der automatischen
Pritfung, Kalibrierung
und Bewertung

LiB.Overhang Analysis

Automatische Schnellanalyse des Anodentberhangs in Lithium-lonen-
Batterien. Die hochmoderne Deep Learning-Kl analysiert prazise und
zuverlassig die schnellsten CT-Scans und exportiert reproduzierbare
Ergebnisse in ein maschinenlesbares Format. LiB.Overhang Analysis
ermoglicht eine integrierte Prozesssteuerung, die zu einer verbesserten
Produktqualitdt und einer deutlichen Reduzierung des Ausschusses
fuhrt.

Dual.Material CT

Ein innovatives Rekonstruktionsverfahren fir
Produktionsumgebungen mit hohen Durchsatzraten,
das Schlieren- und Strahlenhartungsartefakte reduziert,
die durch Metall und andere dichte Teile in aus zwei
Materialien bestehenden Proben verursacht werden.

Die Differenzierung zwischen den Materialien wird
deutlich verbessert, wodurch die Visualisierung klarer
wird und die automatische Prifung erleichtert wird.
Dual.Material CT erspart lange Scanzeiten und manuelle
Nachbearbeitungsroutinen. Traditionelle Rekonstruktion  Mit Dual.Material CT

ASTM E2737 Detektorevaluationskit

Der Zustand des Flachbilddetektors hat einen erheblichen Einfluss auf
die Effizienz und Genauigkeit, mit der Merkmale erkannt

und gemessen werden. Dementsprechend wichtig ist es, die
Detektorleistung im Laufe der Zeit zu bewerten und zu verfolgen.
Das einzigartige Hardwareund Software-Evaluationskit von Nikon
ermoglicht eine detaillierte Trendanalyse und Leistungsverfolgung
gemaB ASTM E2737 und liefert eine klare grafische Visualisierung der
Ergebnisse — und das alles in einem vollautomatischen Prozess.

Local.Calibration

Ermoglicht eine schnelle, automatische Kalibrierung der VoxelgroBe an
jeder beliebigen CT-Scanposition, ohne dass der Benutzer die Funktion
manuell ausfihren muss. Dies verbessert die Messgenauigkeit bei
messtechnischen Anwendungen erheblich. Da die CT-Scanposition in
Bezug auf eine bekannte Messnormale kalibriert wird, erlaubt das
System Circular CT Messungen mit einer hohen Prazision.
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Technische Daten

Quellen

Nikon Mikrofokus-
Rontgenquellen

180-kV-Transmissionstarget
225-kV-Reflexionstarget
225-kV-Multimetall-Target
225-kV-Rotating.Target 2.0

Detektoren
16-Bit-Detektoren

Varex 2520 Dx
Varex XRD 1620
Varex XRD 1621 EHS
Varex XRD 4343CT

Manipulator

Anz. Achsen

Max. Durchmesser Circular CT
Max. FID (nominal)

FID-Typ

Max. Masse der Probe

Kabine
Lange
Breite

Hoéhe

Max. Masse

Max. kV Max.
Leistung
180 kV 20W
225kV 225W
225kV 225W
225 kV 450 W
Sichtfeld PixelgroBe
250 x 200 mm 127 ym
400 x 400 mm 200 pm
400 x 400 mm 200 pm
430 x 430 mm 150 pm
XT H 225
5
280 mm ()
970 mm
Manuell
15 kg
XT H 225
1.830 mm
875 mm
1.987 mm
2.250 kg

Brennfleckgr6Be Bereich

1 pym bis zu 3 W
3 pm biszu 7 W
3umbiszu 7 W
10 pm bis zu 30 W

20 pm bei 20 W
225 pum bei 225 W
225 pm bei 225 W
160 pm bei 450 W

Max. Bildrate
bei 1x1-Binning  bei 2x2-Binning
12.5 fps 30 fps
3.75 fps 7.5 fps
15 fps 30 fps
15 fps 30 fps
MCT225
4
250 mm (9)
1.175 mm
Fest
50 kg

5 kg (Metrologie)

MCT225

2.414 mm
1.275 mm
2.202 mm
4.200 kg

XT H 225 und XT H 225 ST 2x
XT H 225, MCT225 und XT H 225 ST 2x
XT H 225 und XT H 225 ST 2x
XT H 225 ST 2x

MCT225 und XT H 225 ST 2x
XT H 225 ST 2x
XT H 225 und XT H 225 ST 2x

System

System

XTH 225

XT H 225 ST 2x

5
265 mm (9)
1.110 mm
Motorisiert
50 kg

XT H 225 ST 2x

2.414 mm
1.275 mm
2.202 mm
4.200 kg

— Copyright Nikon Metrology NV 2023. Alle Rechte vorbehalten. Die prasentierten Materialien sind lediglich eine Zusammenfassung, ohne Gewahr und dienen ausschlieBlich der allgemeinen Information

XT H Series_2CDE-NNKH-5_1023

Anmerkung: Alle Angaben dienen der Ubersicht und kénnen je nach genauer Systemkonfiguration variieren. Detaillierte Angaben zu den einzelnen Konfigurationen

erhalten Sie von Ihrem Nikon Vertreter.
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